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球状トカマク型装置TST-2ではLHW（低域混成

波）を用いたプラズマ実験を行っており、この
低域混成波電流駆動プラズマの密度は1017/m3台

と低い。このプラズマは周辺部において高いバル

ク電子温度となる特徴があるが[1]、密度の低さ故
に詳細で正確な分布は得られていなかった。今回、

LHWによる加熱メカニズムを詳細に探るべく、
周辺部に重点をおいてトムソン散乱計測を用い

た電子温度分布を得た。 
 先行研究において、非等方的な加熱機構があ

る場合には、電子温度の非等方性がトムソン散

乱計測によって観測される場合があることが

示されている[2]。今回の測定配位では、強磁場

側測定スペクトルはLHWによって電子が加速

される向きと反対向きの速度分布、弱磁場側測

定スペクトルはそれと垂直な方向の速度分布

を反映しており、加速された高速電子がバルク

電子を加熱すると考えると弱磁場側測定温度

が強磁場側測定温度より高くなると予想され

た。 
 測定の結果、電子温度分布はFig.1のようにな

り、強磁場側が弱磁場側に比べ高い電子温度と

なった。また、平衡解析EFITを用いて磁気面を

再構成し、Fig.2のように磁気面と電子温度を対

応させたところ、同磁気面上でも強磁場側の電

子温度が高いとわかった。この結果は、上述し

た大小関係と逆である。 
球状トカマクの磁場配位とLHW伝搬吸収分

布の予測[3]を考慮するとバルク電子は主とし

て強磁場側で加熱されると考えられる。そこで、

この加熱とトムソン散乱計測が正しいと仮定

し、強磁場側と弱磁場側との間で断熱と冷却の

機構があると考えた。断熱に関して、測定され

たパラメータから、バルク電子の平均自由行程 

 
Fig.1 トムソン散乱計測によって得られた 

周辺部電子温度分布 

 
Fig.2 規格化ポロイダル磁束Xに対する電子温

度 
 

は、強磁場側-弱磁場側間の磁力線長よりも十分

長く、熱伝導の効果は大きい。冷却に関して、

メカニズムとしては、(1) 乱流輸送による冷却、

(2) 放射冷却、(3)イオンや中性粒子と衝突冷却

が考えられる。閉じ込めスケーリング則等を用

いたオーダー評価の結果、(1), (3)の影響は小さ

いことがわかった。今後、(2)の評価などを進め

ていく予定である。 
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